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再入过程中的电子数密度，在一定高度范围，随着再入高度的降低而增大。

给定通讯频率，通讯中断的始发高度，是实际关心的问题。为了弄清通讯中断机

理，美国在上世纪 60 年代，历时 10 年，开展一系列飞行试验[1, 2]，RAM C-II

是其中的一次。根据文献[2]报道，RAM C-II 试验测量得到的电子密度，随时间

波动，最大值与最小值相差约 3 倍（图 1）。这种差别被认为缘自飞行攻角的影

响，因为在飞行过程中，飞行器有滚转，电子密度测量仪有时处于迎风面，有时

处于背风面。虽然有许多研究者对 RAM C-II 的电子密度进行了计算，但几乎都

采用了轴对称假设，未考虑再入攻角的影响。本文分别采用三维 DSMC 方法和

Navier-Stokes 方程，在 RAM-C II 飞行试验条件下，计算考察了再入攻角对迎风

面和背风面的电子密度的影响。 

 

图 1 电子密度测量数据随攻角变化[2] 
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